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 detektálhatóság:
1=detektálható
...10= nem detektálható köztük lévő számok 
árnyalati különbségeket jelölik
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a hibadetektálás a hibakeresése :D

(mikroszkópok miatt a tfm silabuszból származó táblázat)

3.kérdés:
Optikai fej egység: kamerák és megvilágító rendszer. Feladat: megfelelő megvilágítás és képkészítés 
Panelmozgató mechanizmus és pneumatikus rendszer. Feladat: panelmozgatás, rögzítés. 
Rendszervezérlő számítógép. Feladat: az AOI berendezés vezérlése. 
Alkalmazott megvilágító eszközök: 
Xenon villanólámpák 
LED sor 
LED kupola 

A digitális képek matematikai reprezentációja mátrixokkal történik, amelynek értékei a megfelelő 
pixelek fényességértékei. Ezek az alkalmazott ADC (analog-digital converter) felbontási mélysége által 
meghatározott számú érték közül (8 bites ADC esetén 0-255 között) a megvilágítással arányos egyik 
értéket vehetik fel. Bináris kép esetén ez 1 és 0 lehet. Színes kép esetén a leírás, pedig a 3 alapszín (zöld, 
kék, piros) intenzitásértékeit tartalmazó 3 mátrix-szal történik. 



 a milyen területeken lehet használni elég tág úgy hogy sztem a gyártósoron és azt lehet vele 
vizsgálni: A BEÜLTETETT ALKATRÉSZEK POZÍCIÓját ELFORDULÁSát is lehet vele vizsgálni
paszta elkenődés rövidzár stb.
4.kérdés
Példák vizsgálati lehetőségekre:
• golyós (BGA, CSP) forrasztott kötések (geometria, zárvány, forraszhíd)
• felületszerelt alkatrészek forrasztott kötései (geometria, zárvány)
• mikrohuzalkötések (alumínium nem látható)
• nyomtatott huzalozású lemezek vezetőpályái (belső rétegek)
• átvezetések (viák)
• elektromechanikai alkatrészek (érintkezők, rugók, motorok)

A röntgensugárzás detektálása az anyagok sugárzás elnyelési tulajdonságainak eltérésén alapszik. A
sugárzás elnyelése az alkotóelemek atommagjainak méretével arányos. A nagyobb rendszámú elemek
jobban, míg a kisebb rendszámúak kevésbé nyelik el a sugárzást, s így – ezen az „árnyékhatáson”
alapuló – elnyelődési mintázat alapján egy test belső felépítése felderíthető. Mivel a röntgenfelvételen
egy képpont nem csak a felületről közöl információt, hanem a vizsgált minta teljes keresztmetszetéről
(szummációs képalkotás), ezért háromdimenziós leképezés illúzióját kelti. Anyagvizsgálati célokra a 
röntgensugárzást azon tulajdonsága miatt lehet
felhasználni, hogy valamely tárgyon való áthaladásakor a sugárzás intenzitása csökken, mivel a tárgy a
sugárzás egy részét elnyeli.(tfm silabusz 3.b mérés)



5.kérdés
Röntgennel láthatatlan repedések,
törések, zárványok, felválások
roncsolásmentes kimutatása

4 fajta hang kibocsátó fej van 15,50,75,110Mhz fejek   (minél kisebb a freki annál mélyebbre hatol de 
annál rosszabb a mélység élesség) a mérendő cucc ion cserélt vízben van mert a hanghullámok ott 
jobban terjednek.
elv: a közeg határon reflekció jön létre ez visszajut a fejbe és ez adja a képet. (Ehhez az akusztikus 
impedanciáknak különbözőknek kell lennie mert nem tud különbséget tenni különben a szerkezet)
hátráltató tényező: csak sík felületet tudd meg vizsgálni, gömbölyű felületekről szóródik a 
hanghullám sőt a minta széléről is.
kompromisszumot kell kötni a fejek és kép minőség között a fent leírtak miatt.



delaminációs hibák kimutatására alkalmas

A-scan: egy pont felett detektált hullámforma
B-scan:vonalmenti „metszeti” kép -az egyes pontokban mért hullámformákból
C-scan: horizontális „sík” metszet – a hullámformák egy adott időablakban lévő
intenzitásából az összes pontban alkotott kép Fizikailag nincsenek egy síkban!(Pl. huzalkötés)
 

6 kérdésre nem biztos

A röntgen nem alkalmas delamináció kimutatásra mert a rétegek egymáson látszanak. 
Alacsony elnyeléső anyagok és összetett struktúrák vizsgálata korlátozzák a röntgensugaras 
vizsgálatok alkalmazhatóságát Röntgennel nem látható repedések, törések, zárványok, 
felválások roncsolásmentes kimutatása kivitelezhető

Sam alkalmatlan nem sík felületek vizsgálatára.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. beugró

alapelv



szekunder elektronok:topológia információ,A szekunder
elektronok rugalmatlan szóródás eredményei. A primer nyaláb egy elektronja kiüti a
helyéről a minta egy atomjának valamely külső elektronját. E jük kisebb 50eV nél

visszaszórt elektronok topográfiai és kémiai információ, A primer elektronok
rugalmasan visszapattannak a mintaatomjairól. Maximum 20% energiaveszteség adódik

INFORMÁCIÓS TÉRFOGAT
• Primer nyaláb átmérője (nyalábáram)
• Primer nyaláb energiája (gyorsítófeszültség)
• A minta atomjainak tömegszáma
• Esetleges bevonat a minta felületén



A primer nyaláb elektronja ionizálja a minta valamely atomját. Rekombináció révén
a kilépett elektron helyét egy magasabb energiaállapotban lévő elektron foglalja el. Az
energiacsökkenés egy röntgenfoton formájában távozik. + fenti kép
kémiai összetételről adhat bővebb információt, Nagy energiájának köszönhetően a
karakterisztikus röntgensugárzás egészen mély rétegekből is detektálható.

6 kérdés...........


